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製品の紹介ーーTCRテスタ

製品ハイライトProduct Highlights

このTCRテスタは01005-2512規格の抵抗に適用でき、

50mm×60mm/ 60mm×70mm/80mm×84mmの基板を対応で

きます。シート式薄膜抵抗のTCR温度係数の測定、また、レー

ザーで故障抵抗を切断します。

● 自社開発ファイバレーザとして、顧客に最適なコスパを提供する

●自社開発した測定システムとして、測定範囲が広い (0.1Ω~10MΩ）

● 測定精度が高い (校正後±0.02%)

● XY軸繰返し位置決め精度が高い ：リニアモーター精度±1μm

● 加熱前後、抵抗値変化率に対比できる(温度制御範囲20℃--130℃)

● 異なるTCR範囲の基板をできる：供給マガジン 6個

● レーザーで不良抵抗を切断できる

製品紹介 Product Description

❖ TCRテスタ

レーザー発振器 リニアモジュール測量システム 温度制御モジュール
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製品の紹介ーーシステム構造

製品内部構造 Product Internal Structure

製品サイズ Product Dimensions

❖ TCRテスタ

H:1750

W:1250L:1600

単位：mm

H:350

供給マガジンモジュール

中継プラットフォーム

レーザーモジュール

PNPモジュール

視覚モジュール

Z軸モジュール(高温測定)

Z軸モジュール(常温測定)

XYモジュール(ジグ含む)
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製品の紹介ーーモジュール概要 

モジュールの概要 Module Introduction

モジュールの紹介 Module Description

❖ TCRテスタ

常温試験区 試験材料予
熱領域

高温試験区

➢ 常温試験区：新材料の仕入れ、常温時基板の抵抗値を

測量する。

➢ 基板の予熱区域：試験材料を中継し、予熱する。

➢ 高温試験区：高温時基板の抵抗値を測量する、レーザ

で抵抗値が許容値を超えた抵抗を切断する。

作業区域
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製品の紹介ーーモジュール概要 

モジュールの概要 Module Introduction

モジュール紹介 Module Description

❖ TCRテスタ

1

23

4 5 6 7 8

9
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0

作業フロー

S/N 終了位置 輸送部品

0 新しい材料マガジン 人工で材料を供給

1 常温ジグ 新しい材料輸送モジュール

2 常温区域PRカメラ 常温区域リニアモーター

3 常温検出カード 常温区域リニアモーター

4
常温区域材料供給とブラ

ンキング位置
常温区域リニアモーター

5 試験片予熱モジュール 試験片中継モジュール

6 高温ジグ 試験片中継モジュール

7 高温区域PRカメラ 高温区域リニアモーター

8 高温検出カード 高温区域リニアモーター

9
高温区域材料供給とブラ

ンキング位置
高温区域リニアモーター

10 点検済みマガジン 点検済み試験片輸送モジュール

作業フロー
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製品の紹介ーーモジュール概要 

モジュールの概要 Module Introduction

モジュールの紹介 Module Description

❖ TCRテスタ

1

3

567

常温試験区

2

4

常温試験区

No. 名称 構造/機能

1 新しい材料マガジン 新しい材料を保存する。有効深さ180 mm

2 NGマガジン NG試験片と試験片仕切り板を保存する

3 常温ジグ与リニアモーター
センタアライメント治具，XYモジュール和DD
モーター

4 新しい材料輸送モジュール
Y軸：ワイヤロッドモジュール，Z軸：エアシリ
ンダ

5 PRカメラ 試験片位置の校正

6 常温测试CCD 視覚補助デバッガテーブル

7 Z軸と検出カード 常温試験片の抵抗値のテスト
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製品の紹介ーーモジュール概要 

モジュールの概要 Module Introduction

モジュールの紹介 Module Description

❖ TCRテスタ

試験材料の予熱区域

中継モジュ
ール

予熱ジグ

常温ジグ
高温ジグ

➢ 中継モジュール：試験材料を中継し，材料供給とブラ

ンキングを同時に完成することができる。

➢ 予熱ジグ：試験材料を高温ジグに入れた直後に高温テ

ストができるように予熱する。
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製品の紹介ーーモジュール概要 

モジュールの概要 Module Introduction

モジュールの紹介 Module Description

❖ TCRテスタ

高温材料区

1

2

4

6

7

3

5

8

高温試験区

S/N 名称 構造/機能

1 点検済みマガジン
点検済み材料の保存，有効深さ180mm，合計5個で
、テストの結果により異なるマガジンに入れる

2
点検済み試験片輸送モジ
ュール

Y軸：ワイヤロッドモジュール，Z軸：エアシリン
ダ

3 NGマガジン NG材料の保存

4
高温ジグとリニアモータ
ー

センタアライメント治具，XYリニアモーター和DD
モーター

5 PRカメラ 材料位置の校正

6 Z軸与検出カード 高温材料の抵抗値を測量する

7 高温テストCCD 視覚補助デバッガテーブル

8 レーザーモジュール レーザで抵抗値が許容値を超えた抵抗の切断
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製品の紹介ーーモジュール概要 

モジュールの概要 Module Introduction

モジュールの紹介 Module Description

❖ TCRテスタ

常温ジグの断熱保護：
➢ 高温域と常温域の間に断熱板とエアカーテンを追加す

る。

➢ ジグパネルは高圧環流ガス路を追加し、温度を室温状
態に保つ。

➢ 常温ジグは冷風銃で冷気を作り、ジグパネルを冷やす。
高温ジグは加熱棒で昇温する。

➢ ジグパネルに温度センサを取り付け、ジグ表面温度を
監視する。

断熱基板 エアカ
ーテン

常温ジグ

予熱モジ
ュール

常温ジグ
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製品の紹介ーーモジュール概要 

モジュールの概要 Module Introduction

モジュールの紹介 Module Description

❖ TCRテスタ

ジグ温度制御と検出

ジグ内部構造

1

2

3

4

5

11

10

9

8

7
6 冷却ガス路

常温試験区

No. 名称 構造/機能

1 ジグ底板 ジグを載せる

2 温度センサ（予備）
ジグパネル温度を測定し、実際に取り付けて
いない

3 加熱棒 治具を加熱し、2本、1本のパワー100 W

4 冷却出口端子 冷気をジグの外に引き出す

5 温度スイッチ
温度が基準値を超えた場合にアラームまたは
ヒータの電源を切る

6 ジグパネル
材料を載せることと材料の加熱を支持する。
材料はステンレス鋼です

7 温度センサ ジグパネル温度を測定する

8 真空端子 真空路を接合し、材料を固定する

9 ヒータプレート
内部に加熱棒を取り付け、材料はステンレス
鋼です

10 冷却入口端子 冷気をジグの内に導入する

11 断熱基板 温度を遮断し、材料はガラス繊維です
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製品の紹介ーーモジュール概要 

モジュールの概要 Module Introduction

モジュールの紹介 Module Description

❖ TCRテスタ

治具温度制御と検出

温度（℃） 温度制御器 A B C D E F

平均値 25.25 25.35 25.05 24.95 24.45 25.05 25.05

B-Fの平均値 / / 24.91

B-Fの平均温度差
値

/ / ±0.6

治具表面温度検出ポイント 温度検出 温度表示

A

B

C

F

D

E

➢ テストの環境温度は27.5℃です

➢ 測定点ごとに60秒間連続してテストし、平均値を取る

➢ 温度制御器が設置した目標温度は25.0℃、補償温度は0℃です

➢ ジグ上5点の温度差の平均値は±0.6℃、±1℃未満でおり
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製品の紹介ーーアプリケーション例

❖ TCRテスタ

高低温テスト

テスト結果

製品外観

製品仕様 Product Specification

アプリケーション例 Application Cases

サンプル TCR <1.5% 占有率 1.5%<TCR <3% 占有率 TCR >3% 占有率 合計(颗数)

10K_基板1 2070 95.57% 79 3.65% 17 7.8% 2166

10K_基板 2 1907 88.04% 165 7.625 94 4.34% 2166

10K_基板 3 1848 85.32% 278 12.83% 40 1.85% 2166

100K_基板 1 2014 92.98% 149 6.88% 3 0.14% 2166

100K_基板 2 2071 95.61% 87 4.02% 8 0.37% 2166

100K_基板 3 1948 89.94% 188 8.68% 30 1.38% 2166

-1
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测
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值
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电阻序号

100kΩ 25℃ 125℃
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-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0 20 40 60 80 100

测
量

值
/%

电阻序号

10kΩ 25℃ 125℃

HIPA-TCR-DZ-I, 0603-10KΩ/100KΩ (基板6070)

S/N 名称 HIPA-TCR-DZ-I

1 抵抗仕様 01005--2512

2 測定範囲 0.1Ω - 10MΩ

3 測定精度（校正后） ±0.02%@10KΩ

4 温度制御範囲 20℃--130℃

5 温度制御精度 ±1.5℃

6 切断線の幅 20-30µm

7 レーザパワー ≥6W@10Khz

8
ジグ繰返しクランプ

精度
≤10µm

９
リニアモーター繰り
返し位置決め精度

±1µm

10 基板仕様 5060、6070、8084
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製品の紹介ーーアプリケーション例

CT推定 Module Description

❖ TCRテスタ

➢ 3つの区域は循環連続動作で、CTを抑える主な要素は

高温試験区域で、異なる規格の材料の高温検出と不

良抵抗を切断する時間も異なり、この表は高温試験

時間を176秒と推定する（6070サイズ、0603規格、

抵抗値100 kΩを参照する）；

➢ この表において、ワンーシード材料のCT推定値は

184秒。

アプリケーション例Application Cases

HIPA-TCR-DZ-I, 0603-100KΩ (基板6070)

CT推定結果
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測量システム：キャリブレーションデータ
14

常温ステーションのキャリブレーション後試験データ 高温ステーションのキャリブレーション後試験データ

キャリブレーション方法

測量システムは1Ω\3Ω\10Ω\100Ω\300Ω\1KΩ \10KΩ \30KΩ \100KΩ \300KΩ \1MΩ \3MΩ \10MΩによって分類された標準抵抗カードで補償

キャリブレーションを行って，2セットの測定システムキャリブレーション後の測定結果は以下の通り。

キャリブレーション効果：

2セットの測定システムのキャリブレーション後データの最大極差は0.01%以内、10Mの最大極差は0.01%前後。

➢ 常温試験区：1セット測量システム，15枚のリレーパネルを搭載し、120チ

ャンネルまで拡張可能。

➢ 高温試験区：1セット測量システム，15枚のリレーパネルを搭載し、120チ

ャンネルまで拡張可能。

コメント：

➢ 測量システムの抵抗値測定可能範囲は1Ω~ 10 MΩ；
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測量システム：キャリブレーションデータ
15

キャリブレーション後の常温ステーションと高温ステーションの中間抵抗値の偏差

と相対線下の偏差を比較し、標準抵抗値5.1Ω。

2セットの測定システムの偏差

➢ 2セットの測定システムの最大偏差は

0.002%以内。

➢ 常温でTCRを換算した最大偏差0.2ppm以内。
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0.2
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➢ 2セットの測量システムの相対線下の偏差

线下标定 常温站测量 高温站测量
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測量システム：キャリブレーションデータ
16

キャリブレーション後の常温ステーションと高温ステーションの中間抵抗値の偏差と相対線下の偏

差を比較し、標準抵抗値1.8 MΩ。

2セットの測定システムの偏差

➢ 2セットの測定システムの最大偏差は0.003%以内。

➢ 常温でTCRを換算した最大偏差0.3 ppm以内。

➢ 中間抵抗値のチャネル試験を用いて証明し、測定システムの

分級区間補償がリニアのことを証明する。
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0.000
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➢ 2セットの測量システムの相対線下の偏差

线下标定 常温站测量 高温站测量
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測量システム：キャリブレーションデータ
17

チャネルキャリブレーション：抵抗点検シートを用いて常温ステーションと高温ステーションの常温状態での測定を行い、各行の抵抗

TCRデータの平均値を計算し、キャリブレーションをゼロにする。

抵抗点検シート
常温状態

高温ステーション測量
常温状態

常温ステーション测量

各行の抵抗TCRデータ
の平均値を計算

例外値を削除
保存

チャネルキャリブレー
ションデータ

循環キャリブレーション




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14: 測量システム：キャリブレーションデータ
	Slide 15: 測量システム：キャリブレーションデータ
	Slide 16: 測量システム：キャリブレーションデータ
	Slide 17: 測量システム：キャリブレーションデータ
	Slide 18

